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Zn2+ , Zr イオンを含む電解液からの Zn
析出の部分分極曲線に及ぼす PEG 添加の
影轡
［●純 Zn,PEG 無し、 ▲Zn-Zr,PEG 無し、
• Zn-Zr, PEG(l g/L)添加、 ◆純 Zn,PEG(l g/L)
添加］

図6にZn尺 Zr イオンを含む電解液からの Zn析出
の部分分極曲線に及ぼす PEG 添加の影響を示す。
Zr イオンの影轡を明らかにするため Zn2十のみを含
む電解液からの部分分極曲線も併せて示す。 Zn-Zr
溶液からの Zn 析出の部分分極曲線は、 PEG を添加
すると大きく分極した。Zn 単独液からの Zn 析出の
部分分極曲線も PEG 添加によりほぼ同程度、 分極
しており、 Zr イオンの有無にかかわらず、 PEG 添
加により Zn の析出が大きく抑制されることが分っ
た。PEG を添加した溶液では、 Zn 析出の部分電流
密度が 1000 A/m2 近傍になる時、 陰極電位は一 1.2V
より卑な電位域まで大きく分極していた。pH2 の水
溶液からの水素発生反応は、 陰極電位が一 1.2V より
卑になると、 下記(3)式より(4)式の反応が主になる
ことが報告されている 12)。 溶液中の比0の濃度は
Wの濃度に比べると遥かに高いため、 (4)式の反応
が主になると陰極界面の pH は、 上昇し易いと考え
られる。

2H++2e―→H2 (3) 
2凡0+2e―→H戸20ff (4) 

このため、 PEG を添加すると、 Zr イオンの加水分
解反応が起こり易くなり、 電析膜の Zr 含有率が増

加したと考えられる。 電析膜の Zr 含有率の増加に
対する PEG 添加の効果は、電流密度 1000A/m2 以上
において顕著となっており（図 5)、これは、1000A/m2

以上において(4)式による水素の発生速度が増加、す
なわち、 OHの生成速度が増加したためと考えられ
る。
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PEG 有り無しの溶液から得られた Zn-Zr
酸化物複合電析膜表面の SEM 像および
EDXによる点分析結果
[(a) SEM without PEG、 (b) SEM with PEG, 
(c) EDX of ①, （d)EDX of ②,（e) EDXof ③,
(f) EDX of ④ ]

図 7に PEG 有り無しの溶液から得られた Zn-Zr
酸化物複合電析膜表面の SEM 像およびEDXによる
点分析結果を示す。PEG を含まない溶液から得られ
た電析膜（図7(a)）は、Zn の板状結晶が大きく成長し
積層しており、 板状結晶の隙間（図7(a)の②の箇所）
に微細なスポンジ状の結晶が見られた。この微細な
スポンジ状結晶の箇所からは、 Zr と0が検出され
ており（図 7 (d)）、Zr 酸化物が析出していると考えら
れる。PEG を添加した溶液から得られた電析膜（図7
(b)）は、 Zn の板状結晶が消失し網状結晶（③）とスポ
ンジ状結晶（④）を示した。 網状結晶の箇所（図7(e))
からは Zn が、 スポンジ状結晶の箇所（図7(f))から
は Zr と 0 が検出された。PEG を添加した方が Zr
酸化物の表面被覆率が増加した（図 7 (a, b)）。Zr の共
析率は、 PEG 添加により増加しており（図 5)、 この
ため、 表面の被覆率も増加したと考えられる。
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